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Oferta na wykonanie pomiarów spektroskopii fotoelektronów XPS 
 

1. Wstęp 

Na wyposażeniu Laboratorium Powierzchni i Nanostruktur IKiFP znajduje się wielokomorowy 

system analityczny przeznaczony do kompleksowych badań powierzchni ciał stałych litych  

i proszkowych w warunkach ultra wysokiej próżni (UHV). Dzięki zastosowaniu specjalnego 

systemu dystrybucji możliwy jest transfer badanych próbek pomiędzy poszczególnymi częściami 

systemu. W efekcie otrzymujemy możliwość wytworzenia i modyfikacji powierzchni próbek  

i nanostruktur w dedykowanych komorach oraz możliwość ich analizy metodami 

spektroskopowymi, mikroskopowymi i dyfrakcyjnymi w szerokim zakresie temperatur (od -170°C 

do 1700°C). Poziom próżni podczas pomiarów zwykle jest lepszy niż 510-10 mbar. Najważniejszą 

techniką spektroskopową dostępną w w/w systemie jest spektroskopia fotoelektronów 

wzbudzanych promieniowaniem rentgenowskim (XPS). 

2. Dane techniczne (XPS) 

Półsferyczny analizator energii elektronów (SES R4000 firmy Gammadata Scienta)  

o wysokiej rozdzielczości energetycznej (< 2 meV) umożliwia przeprowadzenie badań XPS z dużą 

precyzją. Do generowania promieniowania X wykorzystuje się niemonochromatyczną dualną 

lampę Mg/Al. Dla optymalizacji pomiarów jako detektor zastosowano 40-mm MCP (multi-channel 

plate) razem z kamerą CCD. Rozdzielczość energetyczna systemu, mierzona jako szerokość 

połówkowa (FWHM) linii Ag 3d5/2 wynosi 0.9 eV dla energii przejścia analizatora równej 100 eV. 

Powierzchnię analizy próbki można zmieniać w zakresie od ułamka mm2 do ponad 10 mm2. 

Głębokość próbkowania zazwyczaj leży w zakresie 7-12 nm w zależności od użytej lampy oraz 

gęstości badanych warstw. Spektrometr jest skalibrowany zgodnie z normą ISO 15472:2001. 

Analiza numeryczna uzyskanych widm XPS przy użyciu najnowszej wersji programu CasaXPS  

pozwala z dobrą dokładnością (< 3 %) podać skład chemiczny oraz quasi-ilościowy obraz wiązań 

chemicznych na badanej powierzchni. Przypisanie odpowiednich stopni utlenienia pierwiastków 

oraz identyfikacja wiązań chemicznych jest dokonywana w oparciu o SpecMaster Max Database 

oraz internetową bazę danych NIST. 

3. Zakres prac: 

a) Wykonanie analizy składu warstwy powierzchniowej dostarczonych próbek z wykorzystaniem 

widma przeglądowego (krok widma nie większy niż 0.25 eV, rozdzielczość energetyczna 

widma nie gorsza niż 1.1 eV dla linii Ag 3d5/2, zakres energetyczny widma w skali energii 

wiązania elektronu nie mniejszy niż 0-1100 eV, liczba skanów widma nie mniejsza niż 5). 

Określenie zawartości pierwiastków od Li do Pu przy stężeniach powierzchniowych >0.1 % at. 

b) Wykonanie widm wysokiej rozdzielczości dla pierwiastków obecnych na analizowanych 

powierzchniach (krok widma nie większy niż 0.05 eV, rozdzielczość energetyczna widma nie 

gorsza niż 0.9 eV dla linii Ag 3d5/2, liczba skanów widma nie mniejsza niż 20, stosunek 

intensywności sygnału do tła w widmie nie gorszy niż 50:1 w przypadku stężeń 

powierzchniowych nie mniejszych niż 0.1 % at.). 
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c) Rozkład widm wysokiej rozdzielczości na składowe i ich interpretacja z wyszczególnieniem 

obecnych wiązań, grup funkcyjnych i otoczeń analizowanych pierwiastków zgodnie z regułami 

sztuki potwierdzonymi publikacjami. Uwaga: przy znikomej ilości badanego pierwiastka na 

powierzchni rozkład widma na poszczególne składowe może być obarczony dużym błędem  

i uniemożliwić jednoznaczną interpretację wyników. W takim przypadku, po uzgodnieniu ze 

zleceniodawcą, można zdecydować o wydłużeniu czasu pomiarowego co może się wiązać ze 

zwiększeniem ceny za pomiar. 

d) Średni czas pomiaru i analizy 10 próbek wynosi 2 tygodnie. 

 

4. Przekazanie danych: 

a) Raport końcowy 

b) Dane bazowe widm i dane dopasowań w formatach .vms, .pxt i/lub .txt 

c) Przekazanie praw autorskich do interpretacji wyników 

 

5. Cena całkowita dla standardowych pomiarów: 

netto 1800 PLN/próbka (ilość próbek 1-10) 
netto 1500 PLN/próbka (ilość próbek >10) 

 
6. Uwagi 

 

a. Cena pojedynczego pomiaru razem z analizą może ulec zwiększeniu w zależności od 

złożoności i czasu pomiaru. Uzgodnienie nastąpi po wykonaniu pomiaru pilotażowego. 

b. Próbki lite do badań XPS powinny mieć rozmiary nie przekraczające wymiarów 20×20×5 mm3. 

Optymalny rozmiar próbki to 10×6×1 mm3. 

c. Aby uniknąć osadzenia na próbkach dużej ilości depozytu węglowego z atmosfery sugeruje 

się dostarczenie próbek w szczelnie zamkniętych (i zabezpieczonych taśmą typu Scotch) 

pojemnikach szklanych (lub plastikowych) pod atmosferą gazu obojętnego. 

d. Wskazanym jest by seria próbek była przygotowana do pomiarów XPS na tym samym 

materiale bazowym, w podobnych warunkach i w bliskim odstępie czasu, aby uniknąć 

wpływu niepożądanych czynników środowiskowych. Najlepiej by dostarczone próbki 

przygotowane były po każdym etapie procesu modyfikacji powierzchni począwszy od 

materiału bazowego bez modyfikacji. 

 

  

 

Ofertę sporządził dr hab. Jacek Gurgul 

Laboratorium Powierzchni i Nanostruktur 

 


